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Кремний является типичным полупроводником, который служит основой для 95% полупроводниковых устройств, также является нетоксичным элементом. Возможность легкого получения сложных рисунков из полупроводника методом струйной печати с использованием золей наночастиц открывает широкие перспективы для применения нанокремния (НК). Недостатком пленок НК, получаемых из золей, является их низкая проводимость. Существует несколько причин низкой проводимости пленок из НК: низкая концентрация свободных носителей в наночастицах, кулоновская блокада, низкая плотность пленок, ловушки на поверхности наночастиц, барьеры на границах между наночастицами Si. 

Цель данной работы – определить плотность пленок, получаемых разными методами из золей НК для дальнейшего исследования влияния плотности пленок на их транспортные свойства.
В нашей работе мы использовали НК, полученный лазерным пиролизом
 силана. Золь НК получали диспергированием порошка НК в спирте при помощи ультразвука. Из золя НК получали пленки на стеклянных подложках следующими методами: накапывание золя на неподвижную подложку; накапывание золя на вращающуюся подложку; осаждение НК на подложку в центробежном поле. Часть пленок отжигали. Поверхностную плотность НК в пленках определяли методом спектрофотометрии. Толщину пленок определяли с помощью степ-профилометрии, а так же с помощью СЭМ. На часть пленок НК напыляли титан для того, чтобы предотвратить проваливание зонда в рыхлую пленку НК. Из полученных данных вычисляли объемную плотность пленок.
Таким образом, определены плотности пленок, которые имеют плотность в 4-10 раз меньше чем теоретически возможная для плотнейшей упаковки сфер из кремния. Степ-профилометрия дает заниженные в 1,3-3 раза значения толщины пленки по сравнению с данными СЭМ. При напылении титана на пленки НК значения толщин пленок, определенных методами степ-профилометрии и СЭМ, сходятся. Отжиг увеличивает плотность пленок. 
